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Dikey Olceklemede Madde Tepki Kuramina Dayah Kalibrasyon ve
Yetenek Kestirim Yontemlerinin Karsilastiritlmasi

A Comparison of Calibration Methods and Proficiency Estimators
Based on Item Response Theory in Vertical Scaling

*

Aysegiil ALTUN"", Hiilya KELECIOGLU ™

OZ: Bu arastirma kapsaminda; ortak madde deseninde madde tepki kuramina dayali ayr1 ve es zamanli kalibrasyon ve
Expected A Posteriori, Maximum A Posteriori ve Maksimum Olabilirlik yetenek kestirim yontemleri
kombinasyonuyla elde edilen dikey olgeklerin karsilastirilmasi yapilmistir. Bu karsilastirmayr yapabilmek igin
oncelikle 2008-2010 yillar1 arasinda yapilan SBS sinavinda sorulan sorulardan 6., 7. ve 8. sinif matematik testleri
olusturulmustur. Daha sonra 6. smiftaki 503, 7. siniftaki 502 ve 8. siiftaki 500 6grencinin zorluk diizeyleri farkli olan
matematik testlerine verdikleri cevaplardan elde edilen puanlar kullanilarak dikey oOlgekler gelistirilmistir. Dikey
Olgekleme siireciyle ayni Olgege yerlestirilen bu puanlardan elde edilen 6l¢ek puanlart kullanilarak ortalamalar,
ortalamalar arasindaki fark, etki biiyiikliikleri ve yatay uzakliklar hesaplanmis ve bdylece 6l¢ekleme siirecinde yapilan
secimlerin dikey dlceklemeyi nasil etkiledigi belirlenmeye ¢alisilmistir.

Anahtar sozciikler: Dikey 6l¢ekleme, madde tepki kurami (MTK), matematik bagarisi

ABSTRACT: In this study the comparison of the vertical scales, which are obtained through the combination of
separate and concurrent calibration based on item response theory and Expected A Posteriori,, Maximum A Posteriori
and Maximum Likelihood proficiency estimation methods, take place. For this comparison firstly, math tests for the
6th, 7th and 8th grades were composed from the questions asked in SBS (high school entrance exam) between 2008-
2010 years. Then, the vertical scales were developed by using the scores obtained from the answers of 503 6th grade,
502 7th grade and 500 8th grade students to the math tests in different difficulty levels. By using the scale scores
which were obtained from these scores placed in the same scale with the vertical scaling process, means and the
difference between the means, effect sizes and horizontal distances were calculated so it was tried to be determined
how the choices in scaling process affected the vertical scaling

Keywords: Vertical scaling, Item response theory (IRT), Mathematic achievements

1. GIRiS

Bagar testlerinin kullanim amaglarindan biri 6grencinin anlik basar1 diizeyine iliskin bilgi
vermektir. Okullarda 6grencinin anlik basar diizeyine iligkin bilginin yani sira bir alanda sinif ve
ogrenci diizeyinde gelisiminin bilinmesine de gereksinim duyulur. Yillara gore gelisim
diizeyinin bilinmesi ile basarinin siirekliligine iligkin bilgi elde edilebilir. Bu bilgiler ayrica,
ogrenci ve simif diizeyinde yapilacak iyilestirme calismalariin temelini olusturur. Ancak
ogrencilerin bir derste her sinif diizeyinde aldig1 puanlar aynmi 6lgekte yer almadigi i¢in dogrudan
kargilastirilamaz. Karsilastirmayi saglayabilmek i¢in ayni konu alanindaki ancak farkli giigliik
diizeylerinde olan testlerin puanlarinin aynm dlgege yerlestirilmesi gerekir. Boylece farkli simif
diizeylerindeki gelisim izlenebilir. Ayn1 konu alaninda, ancak farkli simf diizeylerindeki
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testlerden alinan puanlari ayn1 Slgege yerlestirme siirecine dikey olcekleme, bu oOlceklere de
dikey 6lgek adi verilir (McBridge ve Wise, 2001).

Dikey olgekleme siirecinde farkli veri toplama desenleri ve olgekleme yontemleri

bulunmaktadir. Desenler ve yontemler 6lgekleme sonucunu da farklilagtirabilmektedir (Tong ve
Kolen, 2007).

1.1. Veri Toplama Desenleri

Dikey ol¢ek gelistirmede ortak madde deseni, 6lgekli test deseni ve esit grup deseni en
yaygin olarak kullanilan veri toplama desenleridir. Bu arastirmada ortak madde deseni
kullanildigindan, asagida kisaca bu yontem hakkinda bilgi verilmistir.

Ortak madde deseni: Ortak madde deseninde, her sinif diizeyi i¢in o simif diizeyine uygun
test gelistirilir ve her test ait oldugu sinif diizeyine uygulanir. Farkli sinif diizeylerindeki testleri
birbirine baglamak i¢in ard arda gelen simif diizeylerindeki testlerde ortak maddeler yer alir.
Ortak maddeler ana testleri 6rnekleyecek bigimde olusturulmalidir. Ortak maddelerin farkli sinif
diizeylerindeki testleri nasil drnekleyeceginin belirlenmesi dnemlidir. Ortak maddeler her siif
diizeyinden segildiginde, alt simiftaki oOgrenciler Ogrenmedikleri konulara ait sorularla
karsilagsmakta; sadece alt simf diizeyinde oldugunda ise ortak madde seti ana testi
orneklememektedir. Bunlara ek olarak ortak maddelerin se¢iminde, ortak maddelerin testin
genelinin bir minyatlirii mii olacagi yoksa test edilen alanin iki sinmif diizeyinde ortak olan
yapisini en iyi yansitacak sekilde mi secilmesi gerektiginin karariin verilmesi gerekmektedir.

Ortak madde deseninde bir sinif temel diizey olarak tanimlanir ve 6grencilerin ortak
maddelerdeki performanslar1 ardisik sinif diizeyindeki puanlarin birbiriyle iliskilendirilmesinde
kullanilir. Daha sonra zincirleme bir siirecle diger smif diizeyleri temel diizeyle baglanir.
Ornegin 5. siiftan 7. simifa kadar dgrenci gelisimini dlgen testlerden 5. sinif temel diizey olarak
secilebilir. Bu durumda 7. sinif puanlarini temel diizeyle baglamak igin 7. sinif puanlari 6. ve 7.
sinifta ortak olan maddeler yardimiyla 6. siifla ayni dlgege yerlestirilir. Daha sonra 6. sinif
puanlar1 5. siif puan dlgegine 5. ve 6. siniflarda ortak olan maddeler yardimiyla yerlestirilir. Bu
zincirleme kullanilarak 7. smif puanlari temel diizey olan 5. simf olgegine yerlestirilmis olur
(Tong ve Kolen, 2007).

1.2. Olgekleme Yontemleri

En ¢ok kullanilan ii¢ 6l¢ekleme yontemi Hieronymus dlgekleme, Thurstone dlgekleme ve
madde tepki kuramima (MTK) dayali 6l¢eklemedir. Bu genel istatistiksel yaklagimlarda
kullanilan siiregler, kullanilan veri toplama desenine baghidir (Tong ve Kolen, 2010). Bu
aragtirmada MTK’ya dayali 6l¢cekleme yontemi kullanilmigtir.

MTK ile olcekleme: MTK test performansi ile yetenek arasinda matematiksel bir
fonksiyon tanimlar ve bu fonksiyonla yetenegi tahmin eder. MTK ile 6lgekleme yontemi tim
veri toplama deseninde uygulanabilmektedir. MTK’da o&lgekleme farkli smif diizeylerinin
parametrelerinin ayr1 ayri ya da birlikte kalibre edilebilmektedir. Bunun yani sira parametreleri
kestirmek i¢in kullanilan yontemler de olgekleme sonuglarini etkilemektedir. Bu arastirmada
MTK ile dlgekleme yontemi kullanilmistir.

1.2.1. Kalibrasyon yontemleri

Doniistim yoluyla parametre tahminlerini ayni1 Olgege yerlestirme siireci kalibrasyon
olarak adlandirilmaktadir (Kolen,2004). Farkli gruplardan elde edilen verileri ortak bir dlgege
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yerlestirmek icin cesitli kalibrasyon yontemleri kullanilmaktadir. Bunlarin i¢inde en yaygin
olarak kullanilanlar1 ayri kalibrasyon ve es zamanli kalibrasyon yontemleridir (Meng, 2007).

Ayr1 kalibrasyon: Ayri kalibrasyonda her sinif diizeyi i¢in madde ve yetenek kestirimleri
ayrt ayr1 hesaplanir. Siniflardan biri baslangi¢ 6lcegi olarak alinir ve daha sonra biitiin siif
diizeyleri i¢in yapilan parametre tahminleri baslangi¢ 6lgegine doniistiiriiliir. Olgek doniisiimii,
ortak maddeler i¢in iki grupta elde edilen parametre tahminleri araciligi ile gergeklestirilir.

Ayr kalibrasyon sonuglarini ortak bir dl¢ege yerlestirmek igin moment yontemleri ve
karakteristik egri yontemlerinden biri kullanilir. Moment yontemleri ortalama/ortalama yontemi
(MM) (Lyod ve Hover, 1980), ortalama/sigma yontemi (MS) (Macro, 1977) dir. Karakteristik
egri yontemleri Stocking-Lord (SL) (Stocking ve Lord, 1983) ve Haebara (Meng, 2007)
yontemleridir.

Bu caligmada ayr1 kalibrasyon yontemlerinden Stocking ve Lord (SL) kullanilmistir. Bu
yontem, asagidaki esitlik yoluyla puanlar1 ayni 6l¢ege yerlestirir.

a,
SLDIﬁ (9 ) = LZ pu (9J|1 Jj? JJ’ Jj) z plj( JI’T bJj + B’éJj)J

Asagidaki Olgiitii en kiiciik yapan A ve B kombinasyonu bulunarak kestirim siirdiiriiliir
(Kolen ve Brennan, 2004).

SLerit = 3" SLDiff (6,)

Esitlikteki A ve B katsayilarinin ¢oziimii yogun bir iteratif siireci gerektirir.

Es zamanli kalibrasyon: Es zamanli kalibrasyonda biitiin sinif diizeylerindeki verinin ayni
anda kalibre edilmesiyle dikey oOl¢ek olusturulmaktadir (Meng, 2007). Bu yontemde tiim
parametreler ayni anda birlikte Olgeklendiginden parametreler aynmi oOlgek {izerinde yer

almaktadir. Bu nedenle parametre doniigiimlerine ihtiyag duyulmamaktadir. (Kim, Lee, Kim ve
Kelly, 2009).

1.2.3. Yetenek kestirimi

MTK’ya dayali modellerde yetenek ve madde parametrelerinin kestirimi i¢in fakh
yontemler kullanilir. Bu arastirmada yetenek kestiriminde yaygin olarak kullanilan maksimum
olabilirlik (Maksimum Likelihood) (MO), maximum a posteriori (MAP) ve expected a posteriori
(EAP) kullanilmis veher ti¢ yontemle Kestirilen dikey esitleme sonuglar1 kargilastirilmistir.

1.3. Degerlendirme olciitleri

Olgekleme sonuglarini karsilastiracak mutlak bir 6lgiit olmadigindan dikey olgeklerin
ozellikleri kendi iglerinde karsilagtirilmaktadir. Dikey 6l¢eklemede sonuglart bir yildan diger yila
ne kadar biiyiime olduguna, aym siif diizeyinde smiflar i¢indeki dagilimin zamanla nasil
degistigine ve simif diizeyleri arasindaki dagilima bakarak degerlendirilir. Degerlendirmede
ortalama, standart sapma, etki biiyiikliigli ve yatay uzaklik gibi istatistikler kullanilmaktadir

(Tong ve Kolen, 2007).

Bir simif diizeyinden diger simif diizeyine olan biiyiime: Burada ard arda gelen siif
diizeylerinin ortalamalar: arasindaki farklar karsilastirilir. Olgekleri karsilastirmak icin kesin bir
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Olciit yoktur ancak ortalama tahminlerinin konu alani, kalibrasyon yoOntemleri ve yetenek
kestirimlerine bakilmaksizin artmasi beklenmektedir.

Swif diizeylerinin degiskenligi: Simf diizeyleri arttikca her simif diizeyinin kendi
icerisindeki degiskenligi ele alinir. Bunun i¢in her sinif diizeyinde dikey 6l¢eklerden elde edilen
standart sapmalardir karsilastirilir. Bu ¢alismada her sinif diizeyi igin farkli olarak gelistirilen
dikey Olgeklerden hesaplanan standart sapmalarin, kalibrasyon metotlar1 ve yetenek
kestirimlerine bagli olup olmadigina bakilmistir. Sinif dagilimlar: arasindaki ayrim: Ard arda
gelen siif diizeyleri arasindaki 6lgek puan dagilimlarinin st iiste gelme derecesidir. Bunu
hesaplayan indekslerden biri etki biiytikligii, digeri ise yatay uzakliktir (Kim, 2007).

Etki Biiyiikliigii: Yen (1986) siniflar arasindaki olasi degiskenlik farkliliklarin1 g6z 6niine
alarak smif dagilimlar1 arasindaki ayrigmayi degerlendirmek icin etki biiyiikliigii indekslerini
kullanstir. Etki biiytikliigi iki farkli diizeyin ortalamalari ve varyanslari kullanilarak kestirilir.

X —X
Etki buyuklugu = list alt

\/ S 2[]51 +3S 2alt

Etki biiyiikligii ne kadar biiyiik ise basaridaki artis o kadar fazladir ve simif diizeyleri
arasinda daha fazla ayrim vardir.

Yatay Uzaklik: Yatay uzaklik, iki puan dagiliminin ayni yiizdelik dilimlere karsilik gelen
yuizdelerin farki olarak tanimlanmaktadir (Holland, 2002). Fark ne kadar biiyiik ise bir diizeyden
diger diizeye o kadar biiylime olmus demektir. Yiizdelik dilimlerin karsilagtirmasi ayrica,
biliylimenin hangi diizeydeki 6grencilerde daha fazla, hangi diizeydeki 6grencilerde daha az
oldugunu da belirlemeyi saglamaktadir.

Yiizdelik dilimler arasindaki yatay uzaklik sdyle hesaplanir:

D(p)=Y(p)-X(p)
D(p): iki grubun p. yiizdelik dilimleri arasindaki yatay uzaklik
Y(p): Birinci grupta p. yiizdelik dilimde yer alanlarin yiizdesi
X(p): ikinci grupta p. yiizdelik dilimde yer alanlarin yiizdesi

Siif diizeyleri arasindaki degigkenligi, simif dagilimlar1 arasindaki ayrimi olgekler
acisindan degerlendirirken herhangi bir deger veya standart yoktur. Ancak sinif diizeylerine gore
standart sapmalar arasindaki farkin, etki biiyiikleri arasindaki fark ve yatay uzakliklar veya
yiizdelik dilimler arasindaki farkin smif diizeylerindeki degerleri arasindaki fark on kat veya
daha fazla olmasi, on kat ve ya daha az olmasi 6lgegin iyi islemedigini gosterir (Kim,2007).

1.4. Arastirmanin Amaci ve Onemi

Herhangi bir konu alaninda hem sinif diizeyinde hem de bireysel olarak 6grencilerin
gelisimlerinin belirlenmesi 6gretimin etkilili§ini saglamada ve O&grencilere etkili rehberlik
hizmeti sunmada biiyiik 6nem tagir. Bu calismada odak noktasi biiylime modeli baglaminda elde
edilen dlgekleme Ozellikleridir. Biiyiime modellerinin altinda yatan varsayim ise matematik,
okuma vb. gibi herhangi bir konu alaninda kii¢lik siniflardan elde edilen test puanlari ile daha
sonraki simif diizeylerinden elde edilen test puanlarinin kesin ve belli bir o0lcekle
kargilastirilabilecegidir. Bir¢ok bilylime modeli test puanlarinin dikey olarak dlgeklenebilecegini
varsayar (Briggs ve Weeks, 2009). Ogrencilerin basarilarindaki artis testlerden elde edilen dlgek
puanlarinin farkli smif diizeyleri arasinda karsilagtirilmasiyla belirlenebilmektedir. Simif ve
ogrenci diizeyindeki gelisim dikey 6l¢ekleme ile belirlenebilir. Bu karsilagtirmanin yapilabilmesi
zorluk diizeyleri farkli olan testlere farkli sinif seviyesindeki 6grencilerin verdikleri cevaplardan
elde edilen puanlarin ayn1 6lgege yerlestirilmesini gerektirmektedir. Bu siire¢ dikey dl¢eklemedir
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ve karmasik bir siirectir. Olgekleme siireci boyunca kullanilacak 6lgekleme deseni, 6lgekleme
yontemi gibi birgok kararlarin verilmesi gerekmektedir. Farklh kararlar farkli dlgeklerin ortaya
cikmasina neden olmaktadir. Alan yazinda hangi yontemin ya da yontemlerin 6grencilerin
basarilarindaki artis1 en iyi ve dogru ortaya koydugu konusunda bir uzlasma yoktur. Buna
ragmen dikey Olgekleme bircok test gelistiricisi tarafindan kullanilmaktadir. Ancak her test
gelistirici gelistirdigi ol¢ek igin dikey Olgek gelistirme siireclerini kendisi belirlemektedir (Tong
ve Kolen, 2007). Yapilan bu galismanin amaci farkli yaklagimlar kullanilarak elde edilen dikey
olgekleme sonuglarinin bir fonksiyonu olarak elde edilen biiyiime oriintiilerinin deneysel olarak
kargilagtirilmasidir. Bu nedenle ayri ve es zamanli kalibrasyon yontemleriyle, ve MTK yetenek
tahminlerinin (MO, EAP ve MAP) kombinasyonlariyla dikey olgekler gelistirilmesi ve bu
6lcekleme sonucunda elde edilen sonuglarin biiyiime modeli ¢ercevesinde karsilastirilmasidir.

Bu calismada farkli egitim seviyelerindeki hedefleri kapsamak ve boylece olusturulan
testlerden elde edilen puanlari ayni Olgege yerlestirip karsilastirma yapabilmek i¢in testler
gelistirilmistir. Olusturulan bu testler yardimiyla elde edilen veriler kullanilarak parametre
tahminleri ayn1 6lgege yerlestirildikten sonra analizler yapilmistir. Bu ¢alismada, 6., 7. ve 8.
Smif Ggrencilerinin  matematik dersindeki gelisimlerini gormek amaciyla yapilan dikey
dlceklemenin hangi kosullarda nasil sonuglar verdigini ortaya koymaktadir. Ogrencilerin bir
alanda yillara gore gelisimlerini izlemek i¢in puanlarin ayni 6lgekle ifade edilmesi gerekir. Farkli
zamanlarda ve farkli sinavlardan alinan puanlarin dogrudan karsilastirilmasi anlamh
olmadigindan, 6grencinin gelisimini gostermez. Basarinin izlenmesi, 6grenciyi daha iyi tanimay1
ve etkili bir doniit vermeyi sagladigi gibi 6gretim programlarinin ve O6grenme ortamlarinin
degerlendirilmesinde 6nemli bilgiler verir. Bu nedenle bu arastirma dikey 6l¢ekleme konusunda
da bir 6rnek sunmasi bakimindan 6nem tagimaktadir.

2. YONTEM
2.1. Cahisma Grubu

Bu aragtirmanin ¢aligma grubunu 2011-2012 6gretim yilinda 6., 7. ve 8. Simuflarda
Ogrenim goren Ogrenciler olusturmaktadir. Calismaya Ankara’da bulunan bes farkli ilkdgretim
okulundan toplam 1504 6grenci katilmistir. Testler 6. siifta 229 erkek, 245 kiz 6grenci ve 24 de
cinsiyetini belirtmeyen toplamda 503 (%33) 6grenciye, 7. sinifta 207 erkek, 242 kiz ve 52’de
cinsiyetini belirtmeyen toplamda 501 (%33) 6grenciye, 8. smifta ise 221 erkek, 175 kiz ve
cinsiyetini belirtmeyen 103 toplamda 500 (%33) 6grenciye uygulanmustir.

2.2. Arastirma Deseni

Bu arastirmada esitleme desenlerinden, ortak madde deseni kullanilmistir. Her testte ait
oldugu simif diizeyine uygun maddeler ve farkli sinif diizeyindeki testlerde de bulunan ortak
maddeler bulunmaktadir. Ornegin 7. simf testinde 7. simif diizeyindeki maddelerin yani sira 6.
sinif testinde de yer alan ortak maddeler bulunmaktadir. Ortak maddelerde gosterilen performans
bir smif diizeyinden diger smif diizeyine ne kadar gelisme oldugunu belirlemede
kullanilmaktadir. Kolen (2004) ortak madde sayisinin testteki madde sayisinin %20’si kadar
olmasinin yeterli oldugunu belirtirken Lorie ve Yao (2005) yaptiklar1 ¢alismada ortak madde
sayisindaki artigin testteki 6l¢menin standart hatasini azalttigini bulmuslardir. Kim, Lee, Kim ve
Kelley (2009) tarafindan Rasch modelde dikey 6lgekleme yapilirken ortak madde sayisinin tiim
madde sayisinin %25’inden fazla olarak alinmasi onerilmektedirler. Bu ¢alismada ortak madde
sayist her lig testte de testteki toplam madde sayisinin %25’inden fazladir.

Asagidaki tabloda ortak ve ortak olmayan maddelerin testlere dagilimlarini
gostermektedir.
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Tablo 1: Ortak ve Ortak Olmayan Maddelerin Testlere Dagilhim
Ortak maddelerin diizeylere gore dagilimi

Testler Ortak olmayan maddeler 6.simif diizeyi 7. smuf diizeyi 8.sinif diizeyi

6. siif 6,8,9,10,11,12,13,14, 1%,2* 3** 4* 5* 7x* -
15,16,17,18,19,20,21

7. siif 9,10,11,12,13,14,15,16 1%,2* 4%* 5x* B*** 7* 8* Jrr*
,17,18,19,20,21,22,23

8. sif 7,8,9,10,11,12,13,14, 2% 3%, 1*5%* 6* 4rx*

15,16,17,18,19,20,21

*: Her ii¢ testte de ortak olan maddeler
**. 6 ve 7. Sinif testlerinde ortak olan maddeler
**%: 7 ve 8. Smuf testlerinde ortak olan maddeler

Tabloda da gosterildigi gibi ortak maddelerin 4’1 her ii¢ sinif diizeyinde de ortaktir. Bu
dort ortak maddeye ek olarak iki madde 6 ve 7. smif testlerinde, iki madde de 7. ve 8. simif
testlerinde ortaktir. Arda arda gelen sinif diizeylerinde asamali olarak ortak olan maddelerden, 1
tane 6. sinif sorusu ve 1 tane 7. siif sorusu 6. ve 7. smifta ortak; 1 tane 7. sinif sorusu ve 1 tane
8. smif sorusu 7. ve 8. smifta ortak olacak sekilde segilmistir. Farkli smif diizeyleri icin
hazirlanan testler bu ortak maddeler kullanilarak birbiriyle baglanmakta, boylece farkli testlerden
elde edilen puanlar aym dlgege yerlestirilmektedir. Altinci sinif temel sinif olarak alindiginda 6.
ve 7. siiftaki ortak maddeler bu iki sinif diizeyindeki baglantiy1 saglamakta, 7. ve 8. siniftaki
ortak maddeler de 7. ve 8. sinif diizeyleri arasindaki baglantiy1 saglamaktadir. Boylece 6. ve 8.
sinif arasindaki baglanti 7. sinif {izerinden yapilmaktadir. Ortak madde deseninin elestirilerinden
biri olan kii¢lik simiflardaki 6grencilerin iist siniflara ait soru cevaplamak zorunda olmasinin
dezavantaji veya biiyiilk siniflarin alt siniflara ait sorular1 cevaplayip avantajli olmalari
durumuyla bas edebilmek i¢in bu sekilde karma bir desen olusturulmustur.

2.3. Veri Toplama Aracinin Hazirlanmasi ve Verilerin Toplanmasi

Arastirmada kullanilan testler, 2007-2010 yillar1 arasinda 6., 7. ve 8. siniflara uygulanan
SBS sinavlarindaki matematik testlerinden ayirt edicilikleri yiiksek olan maddelerden segilerek
olusturulmustur. Madde giigliikleri agisindan ise testlerde zor ve kolay maddeler bulunmaktadir,
ancak testin geneli ortalama zorluktaki maddelerden olugmaktadir. Test maddeleri secilirken 6.,
7. ve 8. smif matematik programlarindaki 6grenme alanlar1 dikkate almmistir. Bu 6grenme
alanlar1 sayilar, cebir, olasilik ve istatistik, geometri ve 6lgmedir (MEB, 2009). 6. ve 8. sinif
testinde 21 madde, 7. sinif testinde ise 23 madde yer almaktadir. Testler ortak madde desenine
gore hazirlandigr i¢in 6. ve 8. sinif testlerindeki 6 madde, 7. siif testindeki 8 madde ortak
maddelerdir. Her ii¢ testte de ortak maddeler disinda kalan maddeler ait olunan sinif diizeyine
uygun ve sadece bu smif diizeyindeki 6grencilerin cevapladiklari maddelerdir. Yani 6. sinif
testinde 6. sinif SBS sorularindan olusan ve sadece bu siif diizeyindeki 6grencilerin cevapladigi
toplam 15 madde ve 6 da ortak madde yer almaktadir. 7. sinif testinde 7. simif SBS sorularindan
olusturulan ve sadece bu simif diizeyindeki 6grencilerin cevapladigi 15 madde ve 8 ortak madde
yer almaktadir. Benzer sekilde 8. sinif testinde 8. simif SBS sorularindan olusturulan ve sadece
bu siuf diizeyindeki Ogrencilerin cevaplayacaklart 15 madde ve 6 de ortak madde
bulunmaktadir. Her ti¢ sinif diizeyinde de ortak olmayan maddeler 5 sorusu Sayilar, 3 sorusu
Cebir, 3 sorusu Olasilik ve Istatistik, 2 sorusu Geometri ve diger 2 soruda Olgme dgrenme
alanindan olacak sekilde se¢ilmistir.

Ortak olmayan maddelere benzer sekilde ortak sorular segilirken de 6grenme alanlari ve alt
O0grenme alanlart dikkate alinmistir. Ortak sorularin 4’4 6, 7 ve 8. smif testlerinin {i¢iinde de
bulunmaktadir. Bu dort ortak soruya ek olarak 1 adet 6. sinif ve 1 adet 7. simf sorusu 6. ve 7.
sinif testlerinde ortak; 1 adet 7. siif ve 1 adet 8. smif sorusu 7. ve 8. sinif testlerinde ortaktir.
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Ortak sorular Sayilar, Cebir, Olgme ve Olasilik ve Istatistik grenme alanlarinin her birinden 2
tane olacak sekilde secilmistir.

2.4. Verilerin Analizi

6., 7. ve 8. smif testlerine ait KR-20 giivenirlik katsayis1 incelendiginde, 6. sinifa ait testin
giivenirligi (.73), 7. smifa ait testin giivenirligi (.79) ve 8. sinifa ait testin giivenirligi de (.82)
olarak bulunmustur. Bunlara ek olarak her ii¢ testin ayiricilik giicii indekslerinin ortalamalar1 6,
7 ve 8. sif testleri icin sirasiyla, (.50), (.47) ve (.56) oldugu igin, her ii¢ testin de ayirici
sonuglar verdigi ve testlerin ayiricilik giiciiniin yiiksek oldugu sdylenebilir.

Her ti¢ simif diizeyi i¢in madde tepki kuramina dayali yapilan analizler, verilerin 2PL
modele uygun oldugunu gostermektedir.

Her ii¢ testteki maddeler BILOG-MG (Zimowski, Muraki, Mislevy, ve Bock, 1996)
programi kullanilarak 6lgeklenmistir. Es zamanli kalibrasyon i¢in biitiin sinif diizeylerindeki
veriler bir araya getirilmistir. Biitiin tahminler ortak bir 6l¢ek {izerine bir defa BILOG-MG
programinin ¢aligtirilmasiyla yerlestirilmektedir. Ayr1 kalibrasyonda ise her simf diizeyindeki
veriler BILOG-MG kullanilarak ayri olarak kalibre edilmektedir. Daha sonra her sinif diizeyinin
parametre tahminlerini temel olarak kabul edilen 6lgege yerlestirmek i¢in ST (Hanson ve Zeng.
Rev. Cui,2004) programi kullanilarak SL doniisiimiinde kullanilan egim ve kesisim degerleri
hesaplanmustir.

3. BULGULAR

Arastirma sonucunda ii¢ farkli yetenek kestirim yontemi ile iki farkli kalibrasyon
yonteminin kombinasyonuyla elde edilen dikey oOl¢eklemelerin sonuglarinin  6grencilerin
biiylime Oriintiisiinii nasil belirledikleri karsilagtiriimistir.

MTK’nin tek boyutluluk sayiltis1 test edilirken her {i¢ test i¢in de ayr1 ayri yapilan
acimlayici fakt6r analizinden elde edilen yamag egim grafikleri Sekil 1’de asagida verilmistir.

Scree Plot Scree Plot Scree Plot

Eigenvalue
Eigenvalue
Eig

....................... T T T T T T T LT T T T T T T T T T A T - R S R N e A
1023 45 6 7 B 2 M1213 14150617819 X2 1234567890 1N21BUISBTRVAARA 1923 45 6 T B 840111243 1M A5 T H DN

Component Number Component Number Component Number

Sekil 1: 6, 7 ve 8. Simif verileri i¢in yamag egim grafikleri

6,7 ve 8.sinif verilerinin tek boyutluluk sayiltisini sagladigi Sekil 1°de goriilmektedir.

Elde edilen farkli dikey Ol¢ekleme sonuglarini karsilastirmak ve degerlendirebilmek igin
arda arda gelen smif diizeyleri arasindaki ortalama 6 degerleri, ortalamalar arasindaki fark,
standart sapma, etki biiylikliigi ve ortalama yatay uzaklik degerleri ayri ve es zamanl
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kalibrasyon yontemleriyle ve MO, EAP ve MAP ile kestirilmis ve elde edilen sonuglar Tabloda
gosterilmistir.

Tablo 2: Ardarda Gelen Sinif Diizeylerinde Ortalamalar, Ortalamalar Arasindaki Fark, Standart
Sapma, Etki Biiyiikliigii ve Ortalama Yatay Uzakliklar

Sinif Ayr Kalibrasyon Es Zamanl Kalibrasyon

Diizeyleri EAP MAP MO EAP MAP MO
Ortalama 6 0.007 -0.020 0.007 0.000 0.000 0.000
7 -0.204 -0.161 -0.155 -1.859 -2.124 -1.492
8 0.054 -0.038 0.082 0.338 0.509 0.244
Ortalamalar arasi fark 6-7 -0.211 -0.141 -0.148 -1.859 -2.124 -1.492
7-8 0.258 0.199 0.237 2.197 2.633 1.736

Standart sapma 6 0.893 0.844 1.191 1.000 1.000 1.000
7 0.251 0.408 0.493 0.700 0.459 0.482

8 0.702 0.652 0.930 1.115 1.326 1.117
Etki Biyiiklikleri 6-7 -0.322 -0.213 -0.178 -2.151 -2.723 -1.900
7-8 1.345 0.366 0.318 2.360 1.336 2.016

Ortalama Yatay 6-7 -0.23 -0.13 -0.20 -1.82 -2.08 -1.46
Uzakliklar 7-8 0.29 0.21 0.22 2.25 2.68 1.91

Ortalama 0 degerleri ayr1 kalibrasyonda 6. ve 8. siniflarda MAP kestirimi MO ve EAP’a
gore daha diisiik sonuglar verirken EAP ile MO Kkarsilastirildiginda EAP ile hesaplanan
degerlerin daha diisiik oldugu goriilmektedir. 7. siifta ise MO en biiyiik degeri alirken EAP en
diisiikk ortalama 0 degerine sahiptir. Es zamanli kalibrasyonda 6. sinif referans sinif olarak
alindig i¢in her ii¢ kalibrasyon yonteminde de ortalama 6 degerleri sifirdir. 8. sinif diizeyinde
MAP ile kestirilen 0.509 degeri en yiiksek ortalama 0 degeri olarak bulunurken 7. sif
diizeyinde MAP ile kestirilen -2.124 en diisiikk deger olarak bulunmustur. Farkli sinif diizeyleri
icin yapilan dikey Olgeklemeler sonucunda elde edilen ortalama O degerleri kalibrasyon
yontemleri dikkate alinarak incelendiginde; simif diizeyleri i¢in farkli yetenek kestiricileri ve
kalibrasyon yontemleriyle elde edilen dikey olgekleme sonuglarina gore genel olarak en diisiik
ortalamaya sahip sinifin 7. sinif oldugu goériilmektedir. Tablo incelendiginde her ii¢ yetenek
kestirim yonteminde de ortalama 0 degerlerinin 6. sinif diizeyinden 7. sinif diizeyine azalirken 8.
smif diizeyinde ise tekrar artmakta oldugu goriilmektedir. Ortalama 0 degerleri 6. siif
diizeyinde MAP ile ayr1 kalibrasyon yontemi kombinasyonundan elde edilen deger disinda diger
yetenek kestirim ve kalibrasyon yontemlerinde pozitif degerler almaktadir. 7. smif diizeyi icin
hesaplanan ortalama 0 degerlerinin hepsi her iki kalibrasyon yontemi ve her ii¢ yetenek kestirimi
sonucunda negatif olarak bulunmustur. 8. sinifta ise MAP kestirimiyle ayr kalibre edilerek elde
edilen ortalama -0.038 degerleri disindaki diger 0 degerleri pozitif degerler almaktadir.

Smf diizeyleri arasindaki biiyiime oriintiisiinii belirlemek i¢in ardisik siif diizeyleri
arasindaki ortalama farklar incelendiginde 6. ve 7. siniflar arasindaki ortalama 6 farklar (-2.124
ile -0.141) arasinda degerler almakta iken 7. ve 8. siniflar arasinda hesaplanan ortalama 0 farklari
ise (0.199 ile 2.633) arasindadir. En yiiksek ortalama farki MAP ve es zamanli kalibrasyon
sonucunda 7. ve 8. smiflar arasinda 2.633 olarak hesaplanirken en diisiik ortalama 6 farki MAP
ve ayri kalibrasyon ile 6. ve 7. simiflar arasinda -0.141 olarak hesaplanmistir. Ortalama 6 farklart
es zamanl kalibrasyonda daha biiyiik sonuglar vermektedir. Tablo 2 incelendiginde ayri
kalibrasyon yontemi ve MO, EAP ve MAP ile kestirilen 6. ve 7. siiflar arasindaki ortalama 6
farklar1 negatif iken 7. ve 8. sinif diizeylerinde ise pozitif oldugu goriilmektedir.

Sif diizeyleri arasindaki benzerlik veya farkliliklart gosteren standart sapma degerleri
incelendiginde 6. siniftan 7. sinifa azalmakta, 8. Simifta ise tekrar artmaktadir En yiiksek standart
sapma degeri MAP ve es zamanli kalibrasyon kombinasyonu sonucu 8. sinif diizeyinde 1.326
olarak hesaplanirken en diigiik standart sapma degeri ise EAP ve ayri kalibrasyon sonucunda 7.
smif diizeyinde 0.251 olarak hesaplanmistir. Kalibrasyon yontemlerine gore karsilastirildiginda
ayr1 kalibrasyonda EAP ve MAP es zamanli kalibrasyona kiyasla daha diisiik standart sapma
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degerleri tiretirken MO (8. sinif diizeyi haric) daha yiiksek standart sapma degeri liretmektedir. .
Ayr kalibrasyonda 6. ve 8. smif diizeyinde de MAP kestirimi en diisiik degerleri verirken 7.
sinif diizeyinde en diisiik degeri EAP vermektedir. En yiliksek degerlerin her ii¢ sinif diizeyinde
de MO kestirimi ile hesaplanan degerler oldugu goriilmektedir. Es zamanli kalibrasyon yontemi
ve MO, EAP ve MAP yetenek kestirim yontemleri kombinasyonunda standart sapmalarin nasil
degistigi incelendigi zaman 6. sinif ortalamasi 0 standart sapmasi 1 olan referans grup oldugu
icin 6. smifin standart sapma degerleri her iic yetenek kestirim yontemi igcinde 1 olarak
alimmigtir. Es zamanli kalibrasyonda 7. sinif diizeyinde MAP ve MO yontemleriyle hesaplanan
standart sapma degerleri birbirine yakin sonuglar verirken, EAP ile daha biiyiik standart sapma
degeri elde edilmektedir. 8. sinifta en diisiik standart sapma degerini EAP alirken en biiylik
degeri MAP almaktadir.

Yetenek kestirimlerinin sinif diizeyleri arasindaki ayrimi ya da benzerligi etki buiytikliigii
ve yatay uzaklik birimleri ile analiz edilmistir. Etki biiyiikliikleri incelendiginde 6. ve 7. smiflar -
2.151 ile -0.178 arasinda degerler almakta iken 7 ve 8. smiflar ise 0.318 ile 2.360 arasinda
degerler almaktadir. Ard arda gelen simif diizeyleri arasindaki etki biiylikliiklerinin her iki
kalibrasyon yonteminde de 6 ve 7. smiflar arasinda negatif degerler alirken 7 ve 8. siniflar
arasinda ise pozitif degerler aldig1 goriilmektedir. Es zamanli kalibrasyon yonteminde 6 ve 7.
siniflar arasinda MAP kestirimiyle hesaplanan etki biiyiikliikleri EAP ve MO kestirimlerinden
elde edilen degerlere kiyasla daha biiylik degerler vermektedir. 6 ve 7. siniflar arasinda en biiyiik
etki biiytikligii MAP ile hesaplanan deger olurken 7 ve 8. siniflar arsinda da en biiyiik degerin
EAP ile hesaplanan deger oldugu tablodan goriilmektedir.

Ortalama yatay uzakliklar ise 6 ve 7. siniflar arasinda (-2.08 ile -0.13) arasinda degerler
alirken 7 ve 8. smiflar arasinda ise (0.22 ile 2.68) arasinda degerler almaktadir. Es zamanli
kalibrasyondaki degerler ayr1 kalibrasyona gore daha biiyiiktiir. Ayr1 kalibrasyonda en diisiik
ortalama yatay uzaklik degerini 6. ve 7. siniflar arasinda MAP verirken en yiiksek degeri ise
EAP vermektedir. 7. ve 8. siiflar arasinda da benzer bir durum s6z konusudur. Es zamanli
kalibrasyonda ortalama yatay uzakliklar MAP ile en biiyiik degerler alirken en kiigiik degerleri
MO vermektedir.

4. TARTISMA ve SONUC

Farkli MTK modeli, baglama ydntemi ve yetenek kestirim yaklasimiyla dikey o6l¢ek
esnemekte yada daha da daralmaktadir. Buna ek olarak ayni soruya ayni test iginde ayni 6grenci
grubunun verdigi cevaplarla biiyiime Oriintiisliniin kesin olarak belirlenmesi secilen modelden
etkilenir. iki kalibrasyon yonteminde de 6. siniftan 7. sinifa gegildiginde ortalamalarin diistiigi,
8. sinifta ise tekrar arttign goriilmektedir. Benzer sonuglar Kolen ve Tong (2008), Boughton,
Lorié ve Yao (2005) ve Tong ve Kolen (2007) tarafindan yapilan ¢alismalarda da goriilmiistiir.
Kolen ve Tong’un (2008) ¢aligmalarinda ingilizce testinde genel olarak sinif diizeyi arttik¢a
diger siiflarda ortalamalarda artmistir. Bu artma 6. ve 7. siniflar arasinda gézlenmemis ve 6.
sinifin ortalamasi 7. sinifin ortalamasindan daha biiyiik olarak bulunmustur. Boughton, Lorié ve
Yao’nun (2005) calismalarinda ise 7. smifin 8 ve 9. smiflara gore daha basarili oldugu
bulunmustur. Ayrica Tong ve Kolen’in (2007) ¢alismasinda MTK ile 6lgeklemede 6grencilerin
basarilarindaki dagilim simif diizeyleri boyunca kararsizlik gostermekte veya azalmakta oldugu
bulunmustur

Ortalamalar arasindaki farklar incelendigi zaman ayn kalibrasyonda EAP) MO) MAP
seklinde iken es zamanli kalibrasyonda ise MAP ) EAP) MO seklindedir ve es zamanli

kalibrasyondaki ortalama farklar1 ayr1 kalibrasyona gore daha biiyliktiir. Her iki kalibrasyon
yonteminde de MO, EAP ve MAP ile kestirilen 6. ve 7. siiflar arasindaki ortalama 0 farklar
negatif iken 7. ve 8. sif diizeylerinde ise pozitif oldugu goriilmektedir. Bu durumda 6 ve 7.
siniflar arasinda basarida azalma oldugu yani 6. sinif 6grencilerinin 7. sinif 6grencilerine gore
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daha basarili oldugu seklinde yorumlanabilir. 8. sinif ile 7. sinif arasinda ortalamalar arasindaki
farkin pozitif olmasi ise 7. smiftan 8. simifa gegince Ogrencilerin bagarilarimin  arttigini
belirtmektedir. Bu sonuctan farkli olarak Kolen ve Tong (2010) smif diizeyleri arasindaki
ortalama farklarin diistik siniflarda fazla, sinif diizeyi arttikca ise azalmakta oldugunu bulmuslar
ve bu durumu diisiik sinif diizeylerinde daha fazla biiyiime oldugu seklinde yorumlamiglardir.
Yaptigi ¢aligmada Kim (2007) kiigiik siniflarda es zamanli kalibrasyonun ayr1 kalibrasyona gore
daha diisiik ortalama farki verdigini bulurken biiyiik siniflarda es zamanli kalibrasyonun
hesaplanamadigini belirtmistir. Bu bulgulardan farkli olarak matematik testinde 5. smiftan 10.
sinifa kadar yapilan dikey esitlemede ayr1 kalibrasyonun daha diisiik sonuglar verdigi
bulunmustur (Karkee et al., 2003). Kim, Lee, Kim ve Kelly (2009) ortalamalar arasindaki farkin
yetenek kestiriminden etkilenmezken kalibrasyon yonteminden etkilendigini bulmuslardir. Sinif
diizeyleri arttikga ortalamalar artmaktadir ve yetenek kestirim yontemlerinde benzer sonuglar
vermektedir (Kolen ve Tong, 2010). Bu bulgulardan farkli olarak Chin, Kim ve Nering (2006)
tarafindan yapilan ¢alismada es zamanli kalibrasyonda ortalamalar arasindaki farklar i¢in artma
ya da azalma Oriintiisii gozlenmemistir. Ortalamalar arasindaki farklar her iki kalibrasyon
yonteminde ve her ii¢ yetenek kestirim yonteminde ayni Oriintliyli vermektedir.

Standart sapma degerleri incelendigi zaman ise ayri1 kalibrasyonda 6.ve 8. siniflarda:
MO) EAP) MAP seklinde iken 7. smifta ise MO) MAP) EAP seklinde, ve es zamanl

kalibrasyonda ise 7. sinifta: EAP) MO) MAP seklinde iken 8. sinifta ise MAP ) MO) EAP

seklinde oldugu goriilmektedir. Buna ek olarak 6. simif MO ve 7. sinif ve MO kombinasyonu
disinda es zamanli kalibrasyon sonucu elde edilen degerler ayr1 kalibrasyondaki degerlerden
daha biyiiktiir. Standart sapmalar 6. simftan 7. sinifa azalmakta, 8. Sinifta ise tekrar
artmaktadir. Bir bagka ifadeyle her iki kalibrasyon yontemi ve her ii¢ yetenek kestiriminde en
homojen smif 7. siniftir. Bu sonuca benzer sekilde Kolen ve Tong (2007) yaptiklar ¢calismalarda
ayr1 kalibrasyonda standart sapmalarin artip azalmakta oldugunu bulmuslardir. Ancak bu durum
Chin, Kim,ve Nering’in (2006) standart sapmalarin simf diizeyi arttikca azalma egiliminde
oldugu bulgusuyla celismektedir. Bu bulgulardan farkli olarak bir baska calismada standart
sapmalarin azalip daha sonra diiz bir ¢izgi izlemesi puan dagilimlarinin sinif diizeyleri arasindaki
ayriminin agikga sabit kaldiginin ve bu durumun basarili ve basarisiz 6grencilerin sinif diizeyleri
arttikca birbirleriyle neredeyse ayni oldugunun gostergesi olarak kabul edilmistir (Tong ve
Kolen, 2008). Standart sapma kriterinin kalibrasyon yonteminden degil de yetenek kestirim
yontemlerinden daha ¢ok etkilendigi belirtilmektedir (Kim, Lee, Kim ve Kelly, 2009; Kolen ve
Tong, 2010; Kim, 2007 ). Yaptig1 ¢alismada Kim (2007) matematik testinde MO’nun EAP’a
gore daha biiyilik standart sapma degerleri {irettigini bulmustur. Bu ¢alismada simif diizeyleri
arasindaki standart sapma degerleri arasindaki farklarin 10 kat veya daha fazla olmamasi
Olceklerin iyi isledigini gostermektedir. Standart sapma degerleri ayr1 ve es zamanli
kalibrasyonda tiim yetenek kestirim yontemleri i¢in ayni Orlintiiyli gostermektedir (6’siniftan
7’ye geciste azalmakta, 8. Sinifa geciste ise artmaktadir). Her iki kalibrasyon yonteminde sinif
diizeyleri arasinda standart sapma degerleri arasindaki artma veya azalma miktarlar1 dikkate
alindiginda MO kestiriminin diger iki kestirim yontemine gore daha yakin sonuglar iirettigi
gorlilmektedir.

Yetenek kestirimlerinin sinif diizeyleri arasindaki ayrimi ya da benzerligi etki biiyiikligi
ve yatay uzaklik birimleri ile analiz edilmistir. Etki biyiikliigii standardize edilmis ortalama
farklanidir. Etki biiylikliigiiniin kiiciik olmas1 ard arda gelen siif diizeyleri arasinda yetenek
diizeyleri arasindaki farkin az oldugunun gostergesidir. Ard arda gelen siif diizeyleri arasindaki
etki biiyiikliiklerinin her iki kalibrasyon yonteminde de 6 ve 7. siniflar arasinda negatif degerler
alirken 7 ve 8. siniflar arasinda ise pozitif degerler aldig1 goriilmektedir. Bu durum 6 ve 7.
smiflar arasinda yetenek diizeyleri arasindaki fark 6. sinif lehine iken 7 ve 8. smif diizeylerinde
ise farkin 8. sinif lehine arttigini gostermektedir. Etki biiytikliigliniin kii¢iik olmas1 ard arda gelen
smif diizeyleri arasinda yetenek diizeyleri arasindaki farkin az oldugunun gostergesidir. Bu
nedenle yapilan ¢aligmada artan bir biiylime Oriintiisii oldugu sdylenebilir. Ayr kalibrasyonda
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etki biiyiikliikleri EAP) MAP) MO seklinde degerler alirken es zamanl kalibrasyonda 6. ve 7.
simflar arasinda MAP) EAP) MO seklinde, 7. ve 8. smuflar arasinda ise EAP) MO) MAP

seklinde degerler almaktadir. Alan yazinda etki biiyiiklikleriyle ilgili farkli bulgulara
rastlanmistir. EAP ile kestirilen etki biiylikliiklerinin diger yetenek kestirimlerine gore daha
biiyiik oldugu bulunmustur (Kim, 2007). Bir bagka ¢alismada etki biiyiikliiklerinin ayr1 ve es
zamanli kalibrasyon yontemlerinde benzer sonuglar verdigi goriilmiistiir. Ancak yetenek kestirim
yontemleri dikkate alindiginda EAP ve MAP ile hesaplanan etki biiyiikliiklerinin MO ve test
karakteristik egrisi yontemleriyle hesaplanan degerlere gore daha biiyiikk oldugu belirtilmistir.
Buna ek olarak etki biyiikliigiiniin kiiglik siniflarda yiiksek, biiyiik siniflarda disiik oldugu ve
bunun azalan bir biiylime 6riintiistiniin gostergesi oldugunu belirtilmistir (Tong ve Kolen, 2010).
Benzer sekilde bir diger c¢alismada etki biytikliklerinin simf diizeyleri arttikca azaldigi
goriilmistiir (Tong & Kolen, 2008). Ay kalibrasyonda her {i¢ yetenek kestirim yonteminde de
benzer oriintii goriilmektedir. Kolen ve Tong (2007) calismalarinda etki biiyiikliigiiniin ayr1
kalibrasyonda genellikle EAP’1n etki biiytikliigliniin MO ve MAP’dan daha kiiciik oldugunu
bulmuglardir. Bu calismada da EAP ile hesaplanan etki biylklikleri MAP ve MO ile
hesaplanan etki biiytikliiklerinden daha biiyliktiir. Bu sonug¢ Beard (2008)’in simiilasyon verileri
kullanarak yaptig1 c¢alisma sonucu elde ettigi bulguyla ortiismektedir. Bu calismada siif
diizeyleri arasindaki etki biiytikliikleri arasindaki farklarin 10 kat veya daha fazla olmamasi
Olgeklerin iyi isledigini gostermektedir. Etki biiyiikliikleri ayr1 ve es zamanl kalibrasyonda ve
MO, EAP ve MAP i¢in 6’siniftan 7’ye geciste azalan, 8. Siifa geciste ise artacak sekilde ayni
oriintiiyli  gostermekte. Her iki kalibrasyon yonteminde etki biiyiikliikleri es zamanl
kalibrasyonda daha biiyiik ayr kalibrasyonda ise kii¢lik degerler almaktadir.

Ortalama yatay uzakliklar incelendigi zaman ayr1 kalibrasyonda EAP) MO) MAP
seklinde degerler alirken es zamanli kalibrasyonda MAP) EAP) MO seklinde degerler

almaktadir. Smif diizeyleri arttikga ortalama yatay uzakliklar artmaktadir. Kim (2007)
calismasinda ise sinif diizeyi arttik¢a yatay uzakliklarin azalmakta oldugunu bulunmustur.

4.1. Oneriler

Ogrencilerin anasmifindan 12. Smifa kadar olan siirecte basarilarindaki degisimlerinin
izlenmesi isteniyorsa bunun i¢in dikey 6lgekleme yonteminin kullanilmasi kaginilmazdir. Ancak
dikey olgekleme karmasik bir siiregtir ve bu siire¢ boyunca yapilan se¢imler dlgeklemenin
sonucunu yorumlamayi bir diger ifadeyle 6grencilerin basarilarindaki degisimi yorumlamayi da
etkilemektedir. Farkli kalibrasyon yontemleri ve yetenek kestirim yontemleriyle yapilan dikey
olgekleme sonuglari ayni Oriintliyii verse de biiylime miktarindaki degisimi farkli olarak tahmin
etmektedir. Dolayisiyla dikey 6l¢ekleme sonucunda o6grencilerin basarilar1 hakkinda 6nemli
kararlar verilecekse farkli 6lgme sonuglarindan elde edilen bulgulart da dikkate almak
gerekmektedir. Bu calisma gercek veri seti ile kalibrasyon yontemlerinin karsilastirilmasini
icermektedir. Bu nedenle bu 6lgeklerin tam anlamiyla karsilastirilmasi: miimkiin degildir. Gergek
puan degerlerinin bilinebilecegi bir simiilasyon g¢aligmasiyla bu kargilagtirma daha dogru bir
sekilde yapilabilir. Bu ¢aligmada sadece ¢oktan se¢meli maddeler kullanilmigtir. Farkli soru
formatlarinin farkli kalibrasyon yontemleri veya farkli yetenek kestirim yontemleriyle elde
edilen sonuglar1 nasil etkiledigi bir bagka arastirmanin konusu olabilir.
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Extended Abstract

In this study the comparison of the vertical scales, which are obtained through the combination of separate
and concurrent calibration based on item response theory and EAP, MAP and MO proficiency estimation
methods, take place.

For this comparison firstly, math tests for the 6th, 7th and 8th grades were composed from the
questions asked in SBS (high school entrance exam) between 2008-2010 years. 6, 7 and 8 grade tests’
items selected according to learning goals which are 6™, 7" and 8" grade mathematics curriculum. There
are 21 items in the 6th and 8th grade level test and 23 items in the 7th grade level tests. In every tests there
are items appropriate to the grade level and the common items taking place in different grade level tests. In
7" grade level test for example, besides the7th grade level items there are also common items from the 6™
grade tests. 6 items in the 6 and 8" grade level tests and 8 items in the7th grade level test are common. 4
of the common items in tests are common in all three level tests. In addition to these 4 common items
there are 2 common items in the 6th and 7th grade level tests and 2 other items common in the 7th and 8th
grade tests. From the items which are gradually common in consecutive grade levels were chosen like this:
one of the 6th grade and one of the 7th grade question are common in the 6th and the 7th grade; one of the
7th grade and the 8th grade question are common in the 7th and the 8th grade. Tests for different grade
levels are linked to each other by using these common items, then the scores obtained from the different
tests are placed in the same scale. When the 6™ grade is taken as the base grade, the common items in 6™
and 7" grade level tests provides the connection between these two grades level and it is also the same for
the common items in the 7" and 8" grades for the connection between the 7" and the 8" levels. So, the
connection between the 6" and the 8" grades are provided through the 7™ grade. Chain scaling was applied
in this study. As a critic for the common item design, in order to cope with the disadvantage of lower
grades being obliged to answer the questions belong to the upper grades or upper grades’ having the
advantage in answering the questions of lower grades, a mixed design was used. In the study the number
of the common items’ is more than the 25% of all items’ number in all three tests .

Then, the vertical scales were developed by using the scores obtained from the answers of 503 6th
grade, 502 7th grade and 500 8th grade students to the math tests in different difficulty levels. By using
the scale scores which were obtained from these scores placed in the same scale with the vertical scaling
process, means and the difference between the means, effect sizes and horizontal distances were calculated
so it was tried to be determined how the choices in scaling process affected the vertical scaling.

When calibration methods are compared it is noticed that there is a decrease in the achievements
from the 6th to the 7th grade however there is an increase from the 7th to the 8th grade in both calibration
methods. Examining the standard deviations while the 7th grade is more homogenous in both calibration
methods, concurrent calibration gives larger standard deviation values than separate calibration for all
three grades. When the effect sizes are examined it is noticed that it takes negative values between the 6th
and 7th grades however it takes positive values between the 7th and 8th grades. On the other hand effect
sizes in the separate calibration are lower than those in the concurrent calibration. Mean horizontal
distances give the same results with the effect size. When the horizontal distances are examined, as the
achievement level between the 6th and 7th grades increases the difference between the proficiency levels
also increases in favor of the 6th grades in separate calibration. Besides, in the 7th and 8th grades the
difference also increases with the increase in the achievement level. In concurrent calibration the
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horizontal distances between the 6th and 7th grades taking negative and decreasing values (according to
absolute value) which means that the difference between the 6th and the 7th grades increases slowly in
favor of the 7th grades besides taking positively decreasing values between the 7th and the 8th grades
which means that the difference between the proficiency levels decreases between the 7th and the 8th
grades.

When proficiency estimation methods are examined, in terms of means while MAP usually
creates lower values comparing with EAP and MO it is noticed that values calculated with EAP are lower.
According to the examination of the standard deviation values while MO gives larger values than EAP and
MAP such a pattern is not there for the proficiency estimations in the concurrent calibration. Although in
the separate calibration the effect sizes are in the form of EAP MAP MO, in concurrent calibration EAP
takes larger values comparing to MO. While mean horizontal distance values are in the form of EAP MO
MAP in the separate calibration, they take values in the form of MAP EAP MO in the concurrent
calibration. In horizontal distances there is a pattern in the form of EAP MO MAP in separate calibration
while the pattern is in the form of MAP EAP MO in concurrent calibration.



